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(57)摘要

本发明涉及用于LED层析侦测器光谱半宽窄

化和准确波长选择的设备，其中凹面镜(1)是位

于LED(3)后方且位于狭缝(2)后方，凹面镜(1)前

方设有衍射光栅(9)和聚焦狭缝(4)，其后方设有

分束镜(5)，用于将光束反射至参考二极管(8)，

并通过比色槽(6)反射至测量二极管(7)。
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1.一种用于一LED层析侦测器的光谱半宽窄化和准确波长选择的设备，其特征在于，一

凹面镜(1)位于一LED(3)后方，且位于一狭缝(2)后方，该凹面镜(1)前方设有一衍射光栅

(9)和一聚焦狭缝(4)，其后方设有一分束镜(5)，该分束镜(5)将光束反射至一参考二极管

(8)，并通过一比色槽(6)反射至一测量二极管(7)。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 116848384 A

2



用于光谱半宽窄化和准确波长选择的设备

技术领域

[0001] 本发明涉及用于发光二极管(LED)层析侦测器的光谱半宽窄化和准确波长选择光

学解决方案的设计。

背景技术

[0002] 近年来，LED层析侦测器已做为单色光源使用。LED的缺点在于所发射光谱的宽容

度较高，通常是+/‑5nm，光谱半宽极大，通常是12至20nm，并且在光谱底部，发射光谱的宽度

通常是20至40nm。LED的这些特性使得上述侦测器不适合要求准确波长和测量线性范围较

大的应用。

发明内容

[0003] 通过专为在LED层析侦测器上进行光谱半宽窄化和准确波长选择而设计的设备，

本发明能够解决上述大部分缺失。本发明的要点是，在LED后方有一设在狭缝后方的凹面

镜；在凹面镜前方，有衍射光栅和一聚焦狭缝，在后方有分束镜，该分束镜是用于将光束反

射至参考二极管，并通过比色槽反射至测量二极管。

[0004] 所述设备利用衍射光栅和精确的狭缝设置而产生具有准确波长的光谱，此光谱的

宽容度小于+/‑1nm，且受狭缝宽度影响的准确半宽在2nm的范围内。

[0005] 本发明的解决方案利用衍射网格，将LED放置在网格化光谱的第一阶位置上。光束

方向与二极管阵列侦测器所用的方向相反。通过结合LED前方的狭缝宽度和单色仪的输出，

可以改变进入侦测器比色槽的光线的光谱半宽。同时，LED和狭缝的精确定位有助于自多个

LED中选出准确波长。因此，本发明设备可利用衍射光栅自此光谱中选择唯一特定波长并利

用正确选择的狭缝限制光谱半宽，达到修改LED光谱的作用。此种侦测器的制作与现有设计

相比虽较为复杂，且包括更多光学和机械组件，但性能极佳。因此，在要求极为严苛的分析

应用场景中，使用本发明侦测器的解决方案可大幅节省设备购置和运作成本。

[0006] 并且，本发明解决方案制造成本较低，且体积较小，可轻易整合于较高单元内。本

发明的优点还包括侦测器的消耗极低，且LED较氘灯等传统光源的寿命更长。

附图说明

[0007] 以下将通过具体实施例配合附图，详细说明本发明用于LED层析侦测器光谱半宽

窄化和准确波长选择的设备，

图1是此设备的线路图；

图2是此设备的机械图。

[0008] 附图标记说明

1 凹面镜

2  狭缝

3  LED
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4  狭缝

5 分束镜

6 比色槽

7  测量二极管

8 参考二极管

9 网格。

具体实施方式

[0009] 用于LED层析侦测器光谱半宽窄化和准确波长选择的设备具有设于LED  3后方的

狭缝2，其后方设有凹面镜1。在凹面镜1前方设有衍射光栅9和聚焦狭缝4，其后方设有分束

镜5，用于将光束反射至参考二极管8，并通过比色槽6反射至测量二极管7。

[0010] 侦测器的原理示于图1。光线从设置在网格化光谱第一阶位置的LED3通过狭缝2照

上凹面镜1，并自此处反射至衍射光栅9。衍射光栅9在此的作用与在二极管阵列侦测器中相

反，是再次利用凹面镜1而将来自LED3的不同波长光束结合成聚焦在聚焦狭缝4中的单一光

束。一部分光线穿过聚焦狭缝4后，被分束镜5反射至参考二极管8，且较大部分穿过其中流

动有测量液体样本的比色槽6，再反射至测量二极管7。

[0011] 依据比尔朗伯定律，可利用测量二极管7的信号测量吸光度，方法是将通过比色槽

6的光强度与载体动相比较，再与测量后的样本比较。当使用多个LED3为光源时，使LED3交

替亮起，在不同波长产生不同吸光值。

[0012] 图2描绘功能原型的机械设计。

产业利用性

[0013] 本发明设备的应用范围包括要求光源准确波长和较窄光谱的液相层析侦测器的

设计。
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图1
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图2
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